Etude en champ proche optique de substrats-réseaux résonants
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Les substrats-réseaux résonants associent une double approche entiérement diélectrique : ce sont des
guides d’ondes présentant une nano structuration périodique bidimensionnelle. Leur propriété principale est de
convertir une onde plane de fréquence spatiale relativement basse en une onde évanescente de haute fréquence
spatiale. Ainsi ils sont congus et optimisés pour présenter, sous illuminations particuliéres, des phénoménes de
résonances qui générent, en surface, différentes figures d’ondes stationnaires (ou grilles de lumiére) issues de
Iinterférence de plusieurs ondes évanescentes [1]. Selon le phénoméne de résonance excité par 1’illumination
incidente, la grille de lumiére créée présente une répartition de I’intensité du champ électrique qui peut étre
périodique ou multi périodique et dont une ou plusieurs périodes sont petites devant la longueur d’onde
d’illumination (i. e. A=633nm dans notre étude). Cette répartition de I’intensité du champ électrique est de nature
évanescente et est donc localisée dans le champ proche de la surface des substrats-réseaux résonants.

Le but de notre étude est de démontrer expérimentalement le fonctionnement de ces substrats-réseaux
résonants. Pour cela, nous allons générer les différentes grilles de lumiére et les imager directement par une
technique d’imagerie non soumise a la limite de diffraction : la microscopie en champ proche optique (SNOM)
[2] [3] [4]. Les microscopes développés au sein du Groupe d’optique de champ proche de 1’Université de
Bourgogne sont dis & ouverture en mode collection et intégrent un systéme d’asservissement non optique par
détection des forces de cisaillements. Nous utilisons un microscope avec une configuration a dépendance
angulaire qui permet d’obtenir une illumination en réflexion totale interne au travers d’un prisme de verre
hémicylindrique [5].

Les substrats-réseaux résonants ont été congus et optimisés par I’équipe SEMO de I’Institut Fresnel ; les
échantillons mesurés ont quant a eux été fabriqués au sein du Laboratoire de Photonique et Nanostructures.
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Figure 1 : a) Caractéristiques géométriques des substrats-réseaux résonants ; b) Image MEB d’un échantillon fabriqué (vue en surface)
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